NIEZAWObNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

Spektrometr XRF THICK 800A
DO POMIARU GRUBOSCI POWLOK GALWANIZNYCH

THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczacych

pomiaréw grubosci powtok i ich sktadu.

v Goérne irédto promieniowania ufatwiajgce pomiar

Zaprojektowany ) I N o rachn

BT nieregularnych powierzchni
gruboéci warstw v" Ruchoma platforma XY o precyzyjnym sterowaniu 2D —
doktadnosé przesuwu ponizej 0.005 mm
v" Automatyczna regulacja wysokosci prébki
Detektor SDD z limitem

BB il 2 pp v' Automatyczne wyszukiwanie pozycji lasera

v' Podwdjny laserowy system pozycjonowania miejsca

Analizy grubosci
z doktadnoscia
do 0.01 um

Pomiar grubosci do 5
warstw i do 24

pierwiastkow

pomiarowego i kamera o wysokiej rozdzielczosci
umozliwiajgce wybdr punktu pomiarowego za pomocg

myszki
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NIEZAWGISNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

Komora pomiarowa

v" Duza komora pomiarowa mieszczgca spore przedmioty
v' Opuszczana przezroczysta ostona przeciwradiacyjna ze szkta ofowiowego
v" Wymiary komory 517 x 352 x 150 mm

Detektor SDD

Zapewnia rozdzielczos¢ widmowg do 140 eV
wystarczajgcg do  pomiaru  wiekszosci

popularnych powtok galwanicznych.

Oprogramowanie

Intuicyjne oprogramowanie. Modut analityczny uwzgledniajgcy niezalezne modele
analityczne i identyfikacyjne, modele korekcji efektu matrycy i nieliniowg regresje dla
wielu zmiennych.

Matryca Cu

Powtoka 1 Au Grubos¢ 1.02 um
Powtoka 2 Ni Grubos¢ 6.05 um
Czas pomiaru 20s Parametry pomiaru | 40kV 500 pA
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NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM
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Matryca Fe
Powtoka 1 Cr Grubos¢ 1.74 um
Czas pomiaru 300s Parametry pomiaru 40kV 500 pA
A
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Matryca Cu 50% Zn 50%

Powtoka 1 Pt Grubosc¢ 0.26 um

Powtoka 2 Ni Grubos¢ 4.71 um

Czas pomiaru 300s Parametry pomiaru 40kV 500 pA
Zastosowanie

Analiza grubosci powtok galwanicznych, jubilerstwo, uktady scalone, ptytki PCB.
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NIIéZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

Model THICK 800A, spektrometr EDXRF do pomiardw grubosci i sktadu powtok
metalicznych
Detektor Detektor SDD o rozdzielczosci widmowej ok 140 eV chtodzony

termoelektrycznie

Zrédto wzbudzenia

Pionowa lampa rentgenowska o napieciu regulowanym w zakresie 5-50 kV

Minimalny pomiar grubosci

0.01 pm

Jednoczesne pomiary warstw

Do 3-5 warstw jednoczesnie w zaleznosci od sktadu i kalibracji

Kolimatory

0.1 mm (obszar punktu pomiarowego 0.2 mm)

Analizowane pierwiastki

od S do U, do 24 pierwiastkdw jednoczesnie

Powtarzalnos¢ 0,1%

Stabilno$¢ pomiaréw 0.005-0.01 um

Pozycjonowanie prébki Ruchoma platforma XY — zasieg ruchu 30 mm w kierunkach poziomych i 120 mm
w pionie.

Doktadnos¢ przesuwu platformy 0.005 mm.
Podwadjny laserowy system pozycjonowania z kamerg o wysokiej rozdzielczosci.
Mozliwos$¢ zmiany potozenia lampy i detektora — uzyskanie ruchu 3D

Oprogramowanie

Przyjazne i intuicyjne oprogramowanie daje uzytkownikowi mozliwosé
wykonywania pomiaréow, analizy uzyskanych danych spektralnych, archiwizacji
wynikoéw pomiarow, ich eksportu do programéw pakietu MS Office oraz
tworzenia raportow pomiarowych.

Funkcje obliczeniowe oparte na modelach eksperymentalnych wykorzystujgcych
krzywe wzorcowe, oraz funkcjach FP (Fundamental Parameters) umozliwiajgcych
analize bezwzorcowg, zaréwno iloSciowg jak i jakosciowa.

Oprogramowanie daje uzytkownikowi mozliwos¢ edycji istniejgcych oraz
dodawanie nowych danych kalibracyjnych dostosowanych do aplikacji.
Specjalny modut oprogramowania umozliwia analize grubosci i sktadu powtok
galwanicznych

Bezpieczenstwo

Obudowa wykonana z materiatéw zapobiegajgcych napromieniowaniu
uzytkownika.

Blokada uniemozliwiajgca otworzenie pokrywy przy witgczonej lampie
rentgenowskiej. Przy otwieraniu pokrywy lampa zostaje wytgczona.
Dodatkowo sama lampa posiada wtasng blokade - zostaje automatyczne
wytaczona, gdy oprogramowanie nie jest uruchomione.

Wymiary komory
pomiarowej

517 x 352 x 150 mm

Wymiary analizatora

576 mm x 495 mm x 545 mm

Zasilanie

220 V AC (zalecana stabilizacja napiecia)

Zastrzegamy mozliwosc zmian w specyfikacji

Dystrybutor firma EnviSense posiada zezwolenie Paristwowe]j Agencji Atomistyki na

wykonywanie dziatalnosci, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Atomowe Nr D-18077 z

dn. 02-03-2012 z aneksem z dnia 28-03-2014.
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Przyktadowe zakresy mierzonych grubosci powtok

Warstwa . , Zakres mierzonej grubosci powtoki

powierzchniowa Materiat glowny (um)

Al Cu 0-100.0

Cd Fe 0-60.0

Cu Al 0-30.0

Cu Fe 0-30.0

Cu Plastik 0-30.0
Au Ceramika 0-8.0
Au Cu / Ni 0-8.0

Pb Cu/Ni 0-15.0

Ni Al 0-20.0

Ni Ceramika 0-20.0

Ni Cu 0-20.0

Ni Fe 0-20.0

Pd Ni 0-40.0
Stop Pd-Ni Ni 0-20.0
Pt Ti 0-8.0

Rh Cu/Ni 0-50.0
Ag Cu/Ni 0-50.0

Sn Al 0-60.0

Sn Cu/ Ni 0-60.0
Sn-Pb Cu/ Ni 0-25.0
Zn Fe 0-40.0
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